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STRESZCZENIE

W rozprawie przedstawiono zagadnienie pomiaru i charakteryzacji topografii powierzchni
migkkich soczewek kontaktowych metodami: mikroskopii sit atomowych (AFM) i mikroskopii
konfokalnej. Glownymi celami pracy byly: analiza parametrow statystycznych popularnych
soczewek kontaktowych oraz opracowanie jednolitej procedury pomiarowej topografii
powierzchni soczewek kontaktowych za pomocg mikroskopu AFM.

W gtownym eksperymencie zmierzono topografi¢ powierzchni siedmiu soczewek
silikonowo-hydrozelowych. Potwierdzono teze, iz rodzaj materialu oraz zastosowane
procedury obrobki powierzchni wptywaja na topografie powierzchni soczewek. Udowodniono,
ze soczewki nowszej generacji wykazujg mniejsza chropowatos¢ w porownaniu do soczewek
starszej generacji.

Zbadano takze wplyw zastosowanej sondy AFM na pomiar topografii powierzchni
soczewek. Poprzez modyfikacje powierzchni sondy z wykorzystaniem
trimetoksy(propylo)silanu osiggnieto mozliwo$¢ zobrazowania topografii powierzchni
materiatu, ktory z uwagi na silne przyciaganie typowej sondy krzemowej do powierzchni
probki uniemozliwiat obrazowanie w trybie semikontaktowym (tapping).

Waznym aspektem pracy jest zrozumienie procesu osadzania si¢ depozytow na powierzchni
soczewek w trakcie ich uzytkowania. W pracy zbadano topografi¢ powierzchni zaréwno
soczewek nowych jak i uzywanych, w celu okreslenia jakie zmiany wystepuja w trakcie ich
codziennego uzytkowania. W eksperymencie porownano powierzchni¢ soczewek uzywanych
w trybie ciaglym oraz soczewek poddawanych codziennej pielegnacji. Soczewki uzywane w
trybie cigglym wykazywaty wieksza chropowato$¢ w zestawieniu z soczewkami nowymi, CO
nie jest oczywiste z uwagi na to, ze w przypadku niektorych typow soczewek osady moga
zmniejsza¢ chropowato$¢ poprzez wypetienie zaglebien. Poddawanie soczewek codziennej
procedurze czyszczenia wptywato na zmniejszenie chropowatosci powierzchni w poréwnaniu
do soczewek noszonych w trybie cigglym niemniej ich powierzchnia wykazywata znaczace
réznice w poréwnaniu do soczewek nieuzywanych. Zbadano réwniez zmiany w topografii
powierzchni soczewek jednodniowych, ktore nastgpuja wskutek uzytkowania. Podobnie jak w



przypadku soczewek miesiecznych powierzchnia rdéznita si¢ w poréwnaniu do nowej soczewki,
niemniej z uwagi na krotszy czas noszenia obserwowane zmiany byly mniejsze w pordwnaniu
do soczewek miesigcznych.

Zbadano takze mozliwo$¢ charakteryzacji topografii powierzchni soczewek kontaktowych
z uzyciem mikroskopii konfokalnej. Uzycie tego typu mikroskopu jest tansze i mniej inwazyjne
niz w przypadku AFM, potencjalnie umozliwia tez §ledzenie zmian w trakcie uzytkowania.
Analizie poddano obrazy — rozktady maksymalnej odpowiedzi optycznej. Uzyskane wyniKki
swiadczg o tym, ze istnieje zwigzek pomiedzy chropowato$ciag powierzchni soczewek a
odpowiedzig optyczna, jednakze nie jest mozliwe uzycie powszechnie stosowanych globalnych
wskaznikow statystycznych do oceny i poréwnania chropowatosci powierzchni soczewek.

W pracy podjeto probe opracowania wskaznika zwigzanego z chropowatoscig powierzchni
soczewek kontaktowych z uzyciem odpowiedzi optycznej uzyskanej za pomocg mikroskopu
konfokalnego. Jednakze, wstgpna analiza wykazata, iz mimo dostrzegalnej r6znicy w obrazach
z mikroskopu konfokalnego, globalne wskazniki statystyczne, stosowane podczas analizy
obrazéw z AFM nie znajduja zastosowania w analizie obrazéw z mikroskopu konfokalnego.

Dodatkowo, wykonano analize¢ granulometryczng obrazéw z mikroskopu konfokalnego,
ktora data niejednoznaczny wynik, co sugeruje, ze wskaznik zwigzany z chropowatoscia
powierzchni powinien by¢ rozwijany z uzyciem bardziej zaawansowanych metod lokalnej
analizy obrazow lub innych narz¢dzi numerycznych.



